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Objetivo General: ! 5 X
] | -
JAl final de l1a UEA el alumno seri capaz de:
Proporcionar los fundamentos ' de las interacciones de las radiaciones
electromagnéticas con la materia y su aplicacidén en la caracterizacidn de
materiales. l
|
CONTENIDO SINTETICO: E!
1. Espectroscopias de infrérrojo, ultravioleta visible y Raman.
2. Resonancilia magnética nuclear.
3. Difraccidén de ravos X.
4. Microscopia electrdnica) de transmisidén y de barrido, espectroscopia de
energia dispersa. i { |
5. Analisis térmico gravlmetrlcc y diferencial de barrido.
6. Fisisorcidn y qulmlsarclon
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Sesiones presenciales y de prdctica con los equipos existentes en la
universidad y diEpGﬂiblES! en otras instituciones. El alumno desarrcollara
kfemas complementarios, particiéarﬁ en seminarios y conferencias organizadas
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' MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluacidn Global:
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Los evaluaciones perjodicdas vy | terminal. (40%). Evaluacidn del reporte. de
sesiones practicas y presentacidn oral de sus resultados (40%). Participacién
en_seminarios y conferencias (20%).
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